Producao de materiais padrao para difracao de po6
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A calibragao e alinhamento de difratometros de raios X sao normalmente feitos
medindo-se materiais padrao que possuam parametros de cela muito bem definidos
e que sejam estaveis. Para a determinagao precisa da energia em um experimento
com radiagao sincrotron é também comum que se faca a medida de um padrao. Para
a determinagao de tamanhos de cristalitos e/ou microdeformacaoes é necessario de-
terminar os parametros instrumentais do difratémetro utilizado, tanto para equipa-
mentos com fonte convencional como com fonte sincrotron. Nestes casos, além de
ter a estrutura bem conhecida, parametros de cela bem definidos e estabilidade,
é necessario que o material utilizado como padrao tenha tamanho de cristalito
grande e seja isento de microdeformagoes, de modo que o alargamento de seus
picos de difragdo seja devido essencialmente aos fatores instrumentais. Normal-
mente utilizam-se como padroes aqueles produzidos pelo NIST especialmente para
esse fim, como o Si, Al,O3, LaBg etc. A aquisicdo destes padroes certificados é
bastante dispendiosa e o processo de importacao é geralmente demorado. Visando
atender essa demanda da comunidade de cristalografia nacional, estamos desenvol-
vendo materiais que atendam aos requisitos e possam ser utilizados como padroes
de difracao. Estao sendo estudados processos e tratamentos para a obtencao de
padroes de Al,Os, Si, Y203, entre outros. Neste trabalho sdo apresentados re-
sultados preliminares do padrao de Y503, medidos em diferentes equipamentos
convencionais e também com fonte sincrotron (XPD-LNLS). Os dados experimen-
tais foram tratados por diferentes métodos visando a determinacao dos tamanhos
de cristalitos e microdeformagoes.



